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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE
RECOMMANDES POUR LES PIECES DETACHEES POUR MATERIEL ELECTRONIQUE

ESSAI A: FROID
1  Objet

Cet essai a pour but de déterminer I’aptitude d’une piece détachée A é&tre utilisée & la basse températute

cortespondant & sa catégotie, en observant les effets de cette basse température swt la pitce

2 Mesures initiales

€s pieces detachees sont soumises aux mesures et aux vérifications mécaniques
particquliére

3  Epreuve

31 Lachambre utilisée pour cet essai doit pouvoil maintenir, en tous les points
la température requise pai la spécification particuliére, avec une tolérancede

Sévérité TempéralQ

IIx 65°
Iv —3558°

V 0
{ 25(C
Vv —I10

ures Xvoir 6 d)
la“duiée de P’épreuve

4 Reprise
1 A la fin'd

¢ sera pas inférieuie a 1 heute ni supéiieure 4 2 heures

6 Rlésumé

pécification

ntplacées,
5 suivantes

dtmegphéie est a la température correspondant au

éiifications

Seconditions atmosphétiques normales de 1eprise pendant 1 heure 3|2 heuies

sont maintenues dans les conditions atmosphéiiques normaleq de reprise

idces_détadhées sont soumises aux mesures et aux vérifications mécaniques requises par la gpécification

Lorsque cet essal est prescrit dans une spécification particuliére, les détails suivants doivent étre spécifiés

a) Procédute de préconditionnement
b) Mesures et véiifications mécaniques & effectuer avant I’épreuve
¢) Degré de sévéiité applicable

d) Durée de I’épreuve si elle est supérieute a celle de ’aiticle 3 2 (spécialement pour les grosses pitces ne

pouvant atteindre leur stabilité thetmique en deux heuies)
e) Conditions de fonctionnement des piéces en cours d’épreuve

f) Mesuies et véiifications mécaniques a effectuer en coms d’épreuve et moment de leur exécution

g) Mesures et vétifications mécaniques a effectuer aprés 1’épreuve
h) Toute dérogation aux conditions d’exécution de la 1eptise
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RECOMMENDED BASIC CLIMATIC AND MECHANICAL ROBUSTNESS
TESTING PROCEDURE FOR COMPONENTS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT

TEST A: COLD
1 Object

To deteimine the suitability of a component for use at the low tempetature appiopriate to its category by
obsetvation of the effects of that low temperature on it

2 Initial measurements

The corfiponents shall be measwed and mechanically checked as 1equited by the 1elgvant Specificatjon

3 Conditioning

31 The chamber used foi this test shall be capable of maintaining in any 1egign w
placed the following tempeiatuies with a tolerance of 4+ 3°C, as tequired & speci ipn:

Seveiity Temperatuie
111 —65°C
v —55°C
V — [+
! S
VI

32 The domponents shall be inttoduced into sphere of which is at the temperature
appropriate to the degiee of sevetity and shall 1¢; uts (See Clause 6 d)

3 3 If ieqfired, the components s

3 4 Whild still at this low temperatuies sut~d and mechanically checked as required
by th¢ relevant specificafion

4 Recovery
41 At th¢ end of the

4 2 The cpmponents sha

not njore than 2

43 The ¢

44 Thec maitkundes standard atmospheric conditions fot recovery for not less than 1 hjour
not n] :

¢ components shall be removed fiom the chamber
osphetic conditions for 1ecovery for not less than 1 hpw

6 Summary

Whete this test is included in the relevant specification, the following details shall be specified:

a) Pre-conditioning proceduie

b) Measurements and mechanical checks to be made piiot to the test

¢) The appropriate sevetity

d) The duration of the test where longer than that specified in Clause 3 2 (especially for large components not
1eaching thermal stability within two houis)

e) Loading during conditioning

f) Measmements and mechanical checks to be made duiing the conditioning and the time at which they shall
be made

g) Measutements and mechanical checks to be made at the end of the test

) Any deviations from the proceduie for recovery
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L’édition compléte de la Publication 68 comprend les
parties suivantes:

The complete Publication 68 consists of:

1re Partie : Généralités (Publication 68-1) Pait 1 : General (Publication 68 1)
2¢ Paitie : Essais (Publication 68-2) Pait 2 : Tests (Publication 68-2)
Essai A : Froid Test A : Cold

B : Chaleur séche B : D1y heat

C : Chaleur humide, essai de longue durée C : Damp heat, long term

D : Chalewmt humide, essai accéléré D : Damp heat, accelerated

E : Secousses et chocs E : Bumping and shock

F : Vibrations F : Vibration

H : Stockage H : Storage

J : Moisissures J : Mould growth

K : Brouillard salin K : Salt mist

. : Poussiéres L :

M : Basse pression atmosphérique M :

N : Variations de température N :

(Q . Etanchéité des passages Q :

R : Herméticité R :

S : Rayonnement solaire S :

I' : Souduie T :

U : Robustesse des sorties U :

V : Contamination atmosphérique

&
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péiratyue cotrespondant a sa catégorie, en observant les effets produits par cette haute tém

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

RECOMMANDES POUR LES PIECES DETACHEES POUR MATERIEL ELECTRONIQUE

ESSAI B: CHALEUR SECHE

Objet

et essai a pour but de déterminer aptitude d’une piéce détachée & étre utilisée(ou stockée X lal

haute tem-
a piéce

2 sures initiales
Les pieces détachées sont soumises aux mesuies et aux vérifications ‘n bécification
partiquliére
3 Epreuve
31 La chambre utilisée pour cet essai doit pouvoir maintenif, en tou\les points’ol les pitces déthchées sont
placées, la température 1equise par la spemﬁcat on icufitrg\avec \une tolérance de 4 2°C, [prise parmi
les suivantes:
erlt %raﬁre_/
1 \{@C
11 155°C
125°C
+-100°C
+ 85°C
4 70°C
+ 55°C
+ 40°C
¢ de facon qu’aucun des points ot les pieces détachées sont placées ne [soit chauffé
3 détachées sont introduites dans la chambie dont I’atmosphére est & la température| correspon-
séverité et y sont maintenues pendant 16 heutes
3 pieces sont mises en fonctionnement pendant la duiée de [*épreuve
3 4 Pendant qu’elles sont encoie a4 haute températute, les piéces détachées sont soumises aux megures et aux
| _wérifications mécaniques requises par la spécification particuliére
4 Reprise

4

1 A la fin de la période indiquée & I’article 3 2, les pitces détachées sont retirées de la chambie

sera pas inférieure a 1 heure ni supérieure a 2 heures

5 Mesures finales

42 Elles sont maintenues dans les conditions atmosphériques normales de 1eprise pendant une période qui ne

Les piéces détachées sont soumises aux mesures et aux vérifications mécaniques requises par la spécification
particuliére
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RECOMMENDED BASIC CLIMATIC AND MECHANICAL ROBUSTNESS

TESTING PROCEDURE FOR COMPONENTS FOR ELFCTRONIC EQUIPMENT

1 Object

TEST B: DRY HEA1

To dete
category by o|

2 Initial medsurements

The con|

3 Conditioning

31 Thed
place

The ¢
subjed

32 The ¢
app1o

33 Ifreq
34 While

mine the suitability of a component for use o1 storage at the high temperatuye(appropriate(to
bservation of the effects of that high temperature on it

ponents shall be measured and mechanically checked as required b

hamber used for this test shall be capable of maintaiing {n dny 1éi here’ the components
© by the relevant specificati

Sevetity

I

A

v

VI
I

VII

hired, theSesomponents shall be under load duting this conditioning

stilk at high temperatute, the components shall be measured ot mechanically checked in accorda

with the relevant specification

4 Recovery

its

arc
pn ;

be

ice

41 At the end of the period specified in Clause 3 2 the components shall be 1emoved from the chamber

42 The components shall remain under standaid atmosphetic conditions for tecovery fo1 not less than 1 hour
no1 more than 2 hours

5 Final measurements

The components shall be measuted and mechanically checked as requited by the relevant specification
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6 Résumé
Lorsque cet essai est prescrit dans une spécification particuliere, les détails suivants doivent étre spécifiés:

a) Procédure de préconditionnement

b) Mesures et vérifications mécaniques a effectuer avant I’épreuve

¢) Degré de sévérité applicable

d) Durée de ’épreuve si elle est différente de celle de 1’article 3 2

¢) Conditions de fonctionnement des piéces en cours d’épreuve

f) Mesures et vérifications mécaniques & effectuer en cours d’épreuve, et moment de leur exécution

£) Mesures et vérifications mécaniques a effectuer apres 1’épreuve
) Toute dérogation aux conditions d’exécution de la reprise

@%
8
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6 Summary
Where this test is included in the 1elevant specification, the following details shall be specified

a) Pre-conditioning procedure

b) Measutements and mechanical checks to be made prior to the test

¢) The appropriate severity

d) The duration of the test if different from Clause 3 2

e) Loading during conditioning

/) Measurements and mechanical checks to be made during the conditioning and the time at which they
shall be made

&) Measurements and mechanical checks to be made at the end of the test

h) Any deviations from the procedure for recovery

@%
8
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L’édition compléte de la Publication 68 compiend les The complete Publication 68 consists of:
parties suivantes:

Ite Paitie : Généralités (Publication 68-1) Pait 1 : General (Publication 68-1)
2¢ Pattie : Essais (Publication 68-2) Pait 2 : Tests (Publication 68-2)
Essai A : Froid Test A : Cold
B : Chaleur séche B : D1y heat
C @ Chaleur humide, essai de longue durée C : Damp heat, long term
D : Chaleur humide, essai accéléré D : Damp heat, accelerated
E : Secousses et chocs E : Bumping and shock
F : Vibiations F : Vibation
H : Stockage H : Storage
J  : Moisissures J : Mould growth
K : Briouillaid salin K : Salt mist
. : Poussicres L :
M : Basse piession atmosphérique M :
N @ Variations de tempéiature N :
D @ Etanchéité des passages Q :
R : Herméticité R :
: Rayonnement solaite S
: Soudure T :
¢ Robustesse des sorties U :
: Contamination atmosphérique ¢

S
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Essai§ fondamentaux climatiques Reco

et de robustesse mécanique and mee
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EXPOSURE)

ESSAI C: ESSAI DE LONGUE DURE :

DE CHALEUR HUMIDE

Cette parfie doit étre utilisée conjointeme 0 uld be read in conjunction with
ave¢ la 1ére Partie: Généralités, Part 1: General,

Publication 68% Publication 68-1
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES EI DE ROBUSTESSE MIiCANIQUE

RECOMMANDES POUR LES PIECES DETACHEES POUR MATERIEL ELECTRONIQUE

ESSAI C: ESSAI DE LONGUE DUREE DE CHALEUR HUMIDE

(encote a 1’étude par le Comité National Indien)

1 Offjet

d’huny
séjout
Note

2 M

partic

3 Ep
31

bsures initiales
[ es pieces détachées sont soumises aux mesuies et aux
hlicre
reuve

La chambre utilisée pout cet essai doi
sont placées, une tempétatute de 40°
ni supérieure a 959

¢/ des sévérités suivantes:

Jours

Es@é/
> v 56
v 21

VIII 10
VI 4
vl 4

-+ reprise assistée

ation de gouttelettes d’eau sur la piéce détachée, au moment de son introduction dans

dortétre réduite au minimum, ce qui peut étte obtenu en piéchauffant les pidces

34 e . . v

conditions
a dutée du

pécification

5 détachées
ure a 909,

que ni de

¢ et y sont maintenues pendant la durée pescrite pai

la chambie

34 Par intervalles pendant cette période et & la fin de celle-ci, les piéces sont retirées de la chambre pour é&tre

soumises aux mesuies et aux vérifications mécaniques requises par la spécification particuliére

35 La potte de la chambre devra étre ouverte pendant un temps aussi court que possible

4 Reprise

41 Les piéces détachées soumises a la sévérité VII de cet essai doivent étie soumises aux conditions de reptise

assistée indiquées & ’article 4 5 de la Premi¢re Partie (Publication 68-1 de la CE1)

42 Les pitces détachées sont alors soumises aux conditions atmosphéiiques normales de 1eprise pendant une

péiiode qui ne sera pas inférieure & une heure ni supérieutre 4 deux heures


https://iecnorm.com/api/?name=784a6baa1d131ae45e6e204872282681

1

by observatiof of the effects of such high humidity over a presciibed period

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RECOMMENDED BASIC CLIMATIIC AND MECHANICAL ROBUSTNESS
LESTING PROCEDURE FOR COMPONENTS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT

TEST C: DAMP HEAT (ILONG TERM EXPOSURE)

(Still under consideration by the Indian National Committee)

Object

To deteymine the suitability of a component for use or storage under conditions

Note — The cpmponent lot subjected to Test C shall not be the same as that subjected g

2 Initial measurements

3

4

The confponents shall be measured and mechanically checked as/fequiied By these

Conditioning

31 The chamber used for this test shall be capable o
compgnents aie placed, at 40°C - 2°C, and g et

The ajr in the chamber shall be stirited and(the
water [can reach the componepts

32 The cpmponents shall b,
as required by the televan

RS

v 56

21
VIII 10
VI 4
Vil 4

+ assisted drying

Note 1 Cate shall'be

muin” This niay be done by picheating the components

en, at the time of introduction, that the formation of dioplets of wates is kept to a m|

idity

the
%
bed

ni-

33 If required the components shall be under load dwing this conditioning

34 At intervals duiing this period and at the end of it, the components shall be temoved from the chambet

and measured and mechanically checked as required by the relevant specification

35 The chamber door shall be opened for the shottest possible time

Recovery

4 1 Components subjected to Severity VII of this test shall have assisted drying in accordance with Clause 4 5

of Part 1 I EC Publication 68-1)

42 The components shall then remain under standard atmospheric conditions for 1ecovery for not less than

1 hour nor more than 2 hours
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5 Mesures finales

Les picces détachées sont alors soumises aux mesures et aux véiifications mécaniques 1equises par la spéci-
fication particuli¢ie

6 Résumé
Loisque cet essai est piesctit dans une spécification patticulitte, les détails suivants doivent étie spécifiés:
a) Procédutre du préconditionnement
b) Mesures et véiifications mécaniques a effectuer avant 1’épreuve
¢) Degié de sévérité applicable
d) Conditions de fonctionnement des pieces pendant I’épreuve
e) Mesures et vétifications mécaniques a effectuer en cours d’épieuve et moment de leur exécution

/) Mesures et véiifications mécaniques a effectuer apiés I’épreuve
g) Toute dérogation aux conditions d’exécution de la 1eprise

@%
o
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5 Final measurements

The components shall then be measured and mechanically checked as requited by the televant specification

6 Summary
Where this test is included in the relevant specification, the following details shall be specified:

a) Measurements and mechanical checks to be made piior to the test
b) The apptopriate severity of pressure

¢) Temperature requirement

d) The duration of the test and loading during conditioning

€) Measutements and mechanical checks to be made duting the test and the time at which they shall be made
f) Measurements and mechanical checks to be made at the end of the test
£) Any dleviations from the procedure for 1ecovery

@%

24
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L’édition compléte de la Publication 68 compiend les
patties suivantes:

The complete Publication 68 consists of':

I*e Partie : Généralités (Publication 68-1) Part 1 : General (Publication 68-1)
2¢ Paitie : Essais (Publication 68-2) Part 2 : Tests (Publication 68-2)
Essai A : Froid Test A : Cold

B : Chaleur séche B : Diy heat

C : Chalewt humide, essai de longue durée C : Damp heat, long term

D : Chaleur humide, essai accéléré D : Damp heat, accelerated

E : Secousses et chocs E : Bumping and shock

F : Vibrations F : Vibration

H : Stockage H : Storage

] : Moisissures J ¢ Mould growth

K : Brouillatd salin K : Salt mist

L~ : Poussi€ies L : Dust

M : Basse pression atmosphérique M :

N : Variations de température N :

Q : Etanchéité des passages Q :

R : Herméticité R :

S : Rayonnement solaire S

T : Souduie T ¢

U : Robustesse des sorties U :

V  : Contamination atmosphérique

S
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1 Qbjet

Cet essai a pour but de déterminet I’aptitude d’une piéce détachée A étre utilisé

d’hu
nicre

Note

Note|

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE
RECOMMANDES POUR LES PIECES DETACHEES POUR MATERIEL ELECTRONIQUE

ESSAI D: ESSAI ACCELERE DE CHALEUR HUMIDE

(Cet essai est encore a 1’étude

par les Comités nationaux des Etats-Unis et de 1’Inde)

culiére

preuve

stockée

ns-d

introduites dans la chambre et y sont maintenues pendant le nomt
agré de sévérité 1equis par la spéceification particuliére Les différents degrés de sévérité

s conditions
ue cette der-

1 4 'bumidité

spécification

en un temps

ije entre 809

us les points
h1, en restant
ire  Pendant
ndensera sur

imidité rela-
ette péiiode,

re de cycles

33
34

Sévérité Cycles
v 6
\'% 2
VI 1
+ reprise assistée

Si spécifié, les piéces détachées sont mises en fonctionnement pendant 1’épreuve

Les piéces détachées sont retirées de la chambre & la fin des cycles de 1’épreuve

Elles peuvent en étre 1etirées, par intervalles, au cours de ces cycles et, dans ce cas, elles sont soumises

aux conditions de reprise spécifiées a 1’atticle 4

Note — 1l n’est pas, néanmoins, désirable de retirer les pieces de la chambre pendant P’épreuve
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RECOMMENDED BASIC CLIMATIC AND MECHANICAL ROBUSTNESS
TESTING PROCEDURE FOR COMPONENTS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT

TEST D: ACCELERATED DAMP HEAT

(This test is still under consideration
by the Indian and U S National Committees)
I Object

To detprmine the suitability of a component for use or storage under conditions of,
and to obsenve the effects of such high humidity when combined with wide temperature elig

gh relativeNhumfidity

Note I — THis test also acts as a rapid check that components, whose design is known fo provide the(md resistnce
to [humidity by successfully passing Test C, have been processed and manufactured>soxrect

Note 2 — The component lot subjected to Test D shall not be the same as that sub jected t

2 Initial measurements

The components shall be measured and mechanically tested as require

3  Conditioning

31 The

The
of 11

ing cycle of 24 hours:
C + 10°C) to 55°C 4 2°C in a pdriod
gen 807 and 100%;,. During this pdriod

cond
The he’components aie placed, at 55°C 4 2°C flor a
perid °C total excursion, within the range of 53° to §7°C,
shall this period the relative humidity shall be betleen
95% ¢
The ha then cool to laboratory temperatuie, the humidity remaipning
at 8( e the During this period droplets of water must not be alldwed
to aj 8
Note

32 The 30ts § be mtroduiced into the chamber and subjected to one of the following severitids as
require 2

Severity Cycles
v 6
A\’ 2
VI 1
+ assisted drying

33 If required the components shall be under load during this conditioning

34 The components shall be 1emoved from the chamber at the conclusion of the test cycles They may be
removed at intervals during these cycles in which event they shall be subjected to the recovery conditions
specified in Clause 4

Note — 1Tt is, however, undesirable to remove components from the chamber during the conditioning period
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I Object

To determine the suitability of a component for use or storage under conditions o
and to observe the effects of such high humidity when combined with wide temperature ¢

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RECOMMENDED BASIC CLIMATIC AND MECHANICAL ROBUSTNESS
TESTING PROCEDURE FOR COMPONENTS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT

TEST D: ACCELERATED DAMP HEAT

(This test is still under consideration
by the Indian and U S National Committees)

igh relative
anges

U1

idity

Note 1 — THis test also acts as a rapid check that components, whose design is know BrOVi he'ne resisfance

to|humidity by successfully passing Test C, have been processed and manufs

Note 2 — THe component lot subjected to Test D shall not be the same as that subs jected to Tést. C

2 TInitial mdasurements

The co

3 Conditionling

31

32

33
34

The b

The &x C 4 10°C) to 55°C 4 2°C in a pgriod
of 1 ¢ Detwé 1iod
cond

The e i BgIo le/components ate placed, at 55°C -+ 2°C for a
perid ariodity i { 7°C,
shall veen
95%

The ning
at 8( wed

to aj
Note

The

require evant speyification:

shalRbe tiodiiced into the chamber and subjected to one of the following severitig

S as

Severity Cycles
v 6
A" 2
VI 1
+ assisted drying

If required the components shall be under load during this conditioning

The components shall be removed from the chamber at the conclusion of the test cycles They may be
removed at intervals during these cycles in which event they shall be subjected to the recovery conditions

specified in Clause 4

Note — It is, however, undesirable to remove components from the chambet during the conditioning period
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3

4

4

4

5
cifica
6 R

Temperature °C

4

5 Loisque les piéces sont 1etitées de la chambie, cette opération doit étre effectuée 4 4 5 heures apiés ’ar1ét
des soutces de chaleut et d’humidité et les portes de la chambre doivent étie ouvertes pendant un temps

aussi court que possible

Reprise

I Aptes chaque sortie de la chambre, les pieces sont débatiassées des gouttelettes d’eau en les secouant 4 la

main

2 Les pieces détachées soumises a la sévérité VI de cet essai doivent étie soumises aux conditions de repiise

assistée comme indiqué a P’atticle 4 5 de la Premiéie Paitie (Publication 68-1 de la CE1I)

3 Les piéces détachées sont alots placées dans les conditions atmosphériques normales de 1ep1
une période qui ne se1a pas infétieute a 1 heute ni supétieuie a 2 heures

ise pendant

iques requises

ion paiticuliere

¢sumé

1) Procédure de préconditionnement
) Mesuies et véiifications mécaniques a effectuer avant 1’8
) Degré de sévéiité applicable

/) Conditions de fonctionnement des piéces en cou
) Mesures et véiifications mécaniques

par la spé-

Lorsque cet essai est ptesctit dans une spécification paiticulieie, les d¢ i s doivent £tre gpécifids:

moment de leur exécutipn
) Mesutes et vérifications mécanique
) Toute dérogation aux conditions d’
AN
T BN [T T
- I ( \RH.85:100% A > RH 80-100%
kVariatio p’riodh»{me% 2° 28°C (variation totale)
55 < aw.moins 4 Yois Par heure
LN D
Jin 7 \
N_RN \
NN \
45|\ | [ ) \
N RN [\
NN \
\
\
35 | \
I \
| \
| \
|
25 \
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Temps en heures

Fig 1 (Essai D) —— Essai accéléié de chalewr humide (Un cycle )
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—5 -

35 The components shall only be removed from the chamber between 4 and 5 hours after switching off the
source of heat and humidity and the door shall be opened for the shortest time possible

4 Recovery

41 After each removal from the chamber the components shall be shaken by hand to remove droplets ot
watel

42 Components subjected to Severity VI of this test shall have assisted drying in accordance with Clause 4 5
of Part 1 (I E C Publication 68-1)

43 The components shall then remain undet standard atmosphelic conditions for recovery for not less than
1 hour nor more than 2 houts

5 Final measurements

The colnponents shall then be measured and mechanically checked as required by the relevant sp iﬁcatlion

6 Summary

Where [this test is included in the 1elevant specification, the following deta
a) Pre-fonditioning procedure

b) Measurements and mechanical checks to be made prior to the tes
¢) Thelappropriate severity

d) Loafling during conditioning
e) Me‘quements and mechanical checks to be made durifg the\g

the time at which they dhall
be mpade

/) Me

£) Any|deviation fiom the procedure for recov

B Agﬁgwﬂl N - \i\ﬂ(l!l 951\1\ml%\‘ ‘RHlso-’1looy,,I
_ Perio!dic i Im &;C (Ezg excursion)
| 2 \
lI g | ) \\
o e T S \
£ \
4 N\ \
& N \
= N \
35 \
\
| \
/
25 \

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Time in hours

Fig 1 (Test D) — Accelerated damp heat (One cycle)
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L’édition compléte de la Publication 68 comprend les
parties suivantes:

The complete Publication 68 consists of :

11¢ Partie : Généralités (Publication 68-1) Pait 1 : General (Publication 68-1)
2¢ Partie : Essais (Publication 68-2) Part 2 : Tests (Publication 68-2)
Essai A : Fioid Test A : Cold

B : Chaleur séche B : Dty heat

C : Chaleur humide, essai de longue durée C : Damp heat, long teim

D : Chaleur humide, essai accéléié D : Damp heat, accelerated

E : Secousses et chocs E : Bumping and shock

F : Vibiations F : Vibiation

H : Stockage H : Stoiage

J : Moisissures J . Mould giowth

K : Btouillard salin K : Salt mist

L : Poussitres L

M : Basse piession atmosphérique M :

N : Vaiiations de températute N :

Q : Etanchéité des passages Q :

R : Heiméticité R :

S : Rayonnement solaire S :

I' : Souduie T :

U : Robustesse des sorties U

V : Contamination atmosphérique

&
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES EI' DE ROBUSTESSE MECANIQUE
RECOMMANDES POUR LES PIECES DETACHEES POUR MA ERIEL ELECTRONIQUE

ESSAI F: VIBRATIONS
1 Objet

Cet essal a pour objet de véiifier I'aptitude d’une piece détachée a étie utilisée
vibrdtions telles qu’elles se produisent dans les aéronefs, dans les véhicules motorisé
touthantes

le est.spumise a des
de machines

2 Hssai Fa: Recherche des résonances

(A T’étude)

3 Hssai Fb: Fatigue

L

1 Appareillage d’essai

ne variation
dous-gammes

de 1,5 mm
elle produite

vatiation de
sinusoidal et

ine variation
ous-gammes

led10 g

ote\— Des_durées des balayages de la fréquence la plus basse & la fiéquence la plus élevég

doiyvent™étie a

et vice-versa

jQuvement impatiti a la pi¢ce détachée 4 I’endroit de sa fixation doit étre un mouverndent de trans-
S e substantiellement sinusoidal La véiification de ce mouvement doit gtre effectuée

< Montage des pieces detachees

Les pi¢ces détachées doivent étie montées par leurs moyens normaux de fixation s’il n’existe que cette
méthode pour les monter Sinon elles doivent &tre montées comme suit

321 Pieces détachées cylindriques ou de formes similaires, & sorties par fils et ne pesant pas plus de
15 grammes (14 once) comme indiqué (figure 1)

322 Piéces détachées cylindriques ou de formes similaites, & soities par fils et pesant plus de 15 grammes
(14 once), fixation 1igide su1 la plaque de montage de la table vibrante

323 Autres picces détachées, comme presciit dans la spécification particuliére

Note — 11 faut piendre soin pour chacune de ces méthodes de s’assuier que les pices détachées ayant une
distribution de masse ittéguliére soient convenablement montées
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RECOMMENDED BASIC CLIMATIC AND MECHANICAL ROBUSTNESS
TESTING PROCEDURE FOR COMPONENTS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT

TEST F: VIBRATION

1  Object

To provg the suitability of a component for applications where it is subject to vibiation¢ such™as occur|in

aircraft, motoq vehicles o1 places adjacent to 1otating machinery

2 Test Fa: Rpsonance search

(Under ¢onsideration)

3 Test Fb: Fatigue

31

32

Test apparatus

Vibiat]

311 ¢ ar
H
] an

g

m
D 06 in o1 0Q3 in

313 Continuou epd
Band approxiagi

ve

Note “—/No imiporfant motion in other degiees of fieedom shall be piesent

Mounting of components

The components shall be mounted by their normal means if provided with a unique method If not, they
shall be mounted as follows:

321 Cylindrical or similar shaped components with wire terminations and weighing not more than
15 grammes (1% ounce) as shown in Figuie 1

3 2 2 Cylindrical or similar shaped components with wiie terminations and weighing more than 15 grammes
(15 ounce) shall be firmly fixed to the mounting plate of the vibrating table

3213 Other components as specified by the relevant specification

Note — Special caie shall be taken with all methods to ensure that components having iiregular mass distri-
bution aie suitably mounted
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33 Mesures initiales

Les piéces détachées sont soumises aux mesuies et aux vérifications mécaniques prescrites par la spécifi-
cation particuliére

34 Epreuve

341 Les pieces détachées sont soumises successivement a des vibiations dirigées suivant tiois axes pet-
pendiculaites entie eux L’un de ces axes doit étie celui qui a la plus girande influence su1 le fonc-
tionnement de la piéce Si cette propriété n’existe pas, I’un des axes seta I’axe principal de la piéce

3 42 La fidquence des vibiations vaiie cycliquement dans la gamme prescrite (ou dans les sous-gammes
linéaites), un cycle compiend 1’explotation continue de la gamme depuis la fiéquence inféiieure
jusqu’a la fiéquence supérieute et 1etour Les temps de montée et de descente en fiéquences doivent
étie approximativement égaux Toute épireuve doit comporter un nombre entier de cycles

34 3 Les piéces détachées sont soumises & 1’épreuve conformément au degré e sevel' ¢ 1equ1s pat la spé-
cification particuli¢ie Le tableau suivant indique les COI’]dlthI’lS d’exéc hts degiés de
sévérité

v x
Sévérités AV VIIL
Méthode A '

Gramme de fréquence K/( \/

Hz 10 - 500(\ 55 @ 500 10-55 10 - 55
Ibéplacement 1,5 mm L 1,5 mm 0,75 mm

(ctéte a ciéte) (0,06 in) (0 6 1 (0,06 in) (0,03 in)

ou ou
Accélération maximale 10g m— 10g — —
VAN
N -

IDurée approximativerdu 15 min 1 mi 814 min 1 min 1 min

balayage 10-5@!\ 0 55-500-55 10-55-10 10-55-10
Yitesse de v@ déa miq \/Linéaile Logarithmique Linéaire Linéaite

fréquence * ou

sous-gammes
linéaites
) \>
12 cycles 80 cycles 12 cycles 120 cycles 40 cycles

] 9 heutes 4 heutes 5 heutes 6 heures 2 heures

* La méthode de découpage en sous gammes linéaires ¢ est & dire en gammes dans lesquelles la variation de fiéquence est linéaire est donnée dans| Annexe
Note — Pour la sévérité IV le choix entie la méthode A ou la méthode B dépend du type de machines vibrantes disponibles

3 4 4 Sirequis, les pieces détachées sont en fonctionnement pendant 1’épieuve

345 A la fin de la période spécifiée les pieces détachées sont retitées de la table de vibrations

35 Mesures finales

Les piéces détachées sont alos soumises aux mesutes et aux vérifications mécaniques requises par la spéci-
fication particuliere
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33 Initial measurements

The components shall be measured and mechanically checked as requited by the relevant specification

34 Conditioning

341 The components shall be tested in such a manner that they are subjected to successive vibrations in
three mutually petpendiculat axes, one of which shall be the axis having the greatest influence on the
operation of the component, if this is not significant then it shall be the main axis

342 The fiequency of vibtation shall vary cyclically in the piesciibed range (o1 in the linear bands); one
cycle comprises the continuous explotation of the range from the lower frequency to the upper fre-
quency and return The times taken to inctease and deciease the fiequency shall be approximately

Every conditioning period shall comptise an integtal number of cycles

equal

3473

The components shall be subjected to one of the severities shown in the table, asfrequir
vant specification

by thelrele-

v \ \>
Sevetity VI
Method A Method B \
Sweep ranlge 10 - 500 10-55 55 -s0 10\6) 10 - 55
e /&/X (\
Displacenjent 15 mm Sm —\/ 15 mm 075 mm
(peak tg peak) (0 06 in) in) (0 06 in) (003 in
of or
Accelerfition 10g 10g —_ —_—
whichever
the\Jess (_
) %
Approxinjate i I mi 814 min 1 min 1 min
sweep time /\ -55-1 55-500-55 10-55-10 10-55-1(¢
Fiequency * \\%eax Logarithmic Linear Lineai
change [rate o1
linear band
approximation
Numbet p eep\ cycles
in each|Gf tht 80 cycles 12 cycles 120 cycles 40 cycle:
directiops
Apptoxinjatetotal time 9 hows 4 hous 5 hours 6 hours 2 houts|

* The method of obtaining an approximation with linear bands i e bands in which the variation of frequency is linear is given in the Appendix

Note — For Sevetity IV the choice of either Method A o1 Method B is dependent on the vibration excitets available

344 If 1equited, the components shall be operating during the conditioning

345 At the end of the period specified, the components shall be itemoved fiom the vibration exciter

35 Final measurements

The components shall be measuied and mechanically checked as requited by the relevant specification
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36 Résumé
Quand cet essai est prescrit par la spécification particuliére, les détails suivants doivent étre spécifids:

@) Mesuies et vétifications mécaniques a effectuer avant 1’épreuve

b) Degré de sévérité applicable

¢) Méthode de montage

d) Conditions de fonctionnement en couts d’épreuve

e) Mesures et véiifications mécaniques & effectuer pendant I’épreuve
/) Mesures et vérifications mécaniques a effectuer api&s 1’épreuve

g) Toutes conditions de 1epiise pouvant Etie nécessaires

10 mm 10 mm
4 1 mm + 1 mm

Piéce détachée

N \ CONAANNNNTONNNN

a) Montage d’ung-prece détachée avec\sotties par fils axiales

N
> orm

4+ 1 thm + 1 mm
s
= Sorties par fils soudées a des
B montants rigides & chaque extrémjté
\\\> Piéce détachée
N
[N SN N NN

h) Montage d’une piéce détachée avec sorties par fils 1adiales

Fig 1 (Essai F) — Méthode de montage des pi¢ces détachées d’un poids inférieur a 15 g, avec sorties par fils


https://iecnorm.com/api/?name=784a6baa1d131ae45e6e204872282681

36 Summary

Where this test is included in the relevant specification, the following details shall be specified:

a) Measurements and mechanical checks to be made prio: to the test

b) The appropriate severity
¢) Method of mounting
d) Operating conditions

e) Measurements and mechanical checks to be made during the test
f) Measurements and mechanical checks to be made at the end of the test
g) Any recoveiy conditions that may be necessaiy

10 mm
4 1 mm

Component

10 mm
+ 1 mm

o

ol

Component

2

h

NN

\|

Wire terminations soldered to
rigid pillars at both ends

b) Mounting of a component having radial wire terminations

Fig 1 (Test F) — Method of mounting components weighing less than 15 g (2 oz)
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ANNEXE

I Sous-gammes linéaires

La variation logarithmique de fiéquence spécifiée peut étie approchée en découpant la gamme de fréquence
en sous-gammes convenables et en utilisant une variation linéaire de fréquence a ’'intérieur de chacune de ces sous-

gamm

2 EX

été diyi
de la
vitess

par m

3,6 ef

ndicué cianids:

500 Hz Dans chaque sous-gamme, le 1appoit entre 1a fiéquence maxi
doit pas étre infétieur a 2

b) La vitesse de variation de fréquence en Hz par minute doit étte co

500kdouk-—0308

3 riation de fiéquience requises pour les deux bandes sont donc 38,3
Scessaires pout parcoutir chacune des deux bandes aller et tetour sont tes

dais jusqu’a

inimale ne

gamme

hle de cette

Ee prescrite

Kquence ait
(constant)
b Ainsi les

Sslen minutes

et 154 Hz
bectivement
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1 Linear approximation

APPENDIX

The specified logarithmic change of fiequency may be appioximated by dividing the frequency range into
suitable bands and employing linear rate of change of fiequency within each frequency band as follows:

a) Thq frequency 1ange above 55 Hz (c/s) shall be subdivided into not less than two b 7
tests  The 1atio of the maximum frequency to the minimum frequency in ege 1
than two

b) Thqrate of change of frequency in hertz per minute (cycles per second pe
ong band

¢) The
be gpproximately equal for all bands

d) The
1ithnic band

2 Example|of alternative linear band approximat

As an
into two bar
of fiequency
Then the ra
the two fieq

If the {

The 1equ

minute (c/s [

respectively

equency spectrum has been diy
vith 1 @) Let the (constant) 1atio of

375
500 k&

from which: &k = 0 308

(c/s)

less

any

Khall

oga-

ided
rate
and

erse

ates\of fréquency change for the two bands are, theiefore, 38 4 and 154 HA per

Lites,
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L’édition compléte de la Publication 68 comprend les
parties suivantes:

The complete Publication 68 consists of:

1re Partie : Généralités (Publication 68-1) Part 1 : General (Publication 68-1)
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

RECOMMANDES POUR LES PIECES DETACHEES POUR MATERIEL ELECTRONIQUE

ESSAI H: STOCKAGE

1  Objet

2 Eksai Ha: Stockage a température normale

des gonditions, auties que des conditions atftificielles, pouvant donney.des\iésultat
attitde cependant sut le fait qu’un essai de ce genie peut étre néce S
détaghées Dans de tels cas, cette exigence doit étie couverte pa

3 Eksai Hb: Stockage a basse température

3|1

Cet essai a pout but de vérifier que la piece détachée n’a pas été plus détérioide que
périofde de stockage, en observant les effets de ce stockage sur la piece

écifié_ |

Mesures initiales

Les piéces détachées sont soumiseaux we
fication partticuliéie

ons mécaniques requises {

Epreuve

Mesures™final

endant une

de spécifier
ttention est
aines picces

ar la spéci-

ient ouvert,

Sre, mais en

placées dans

inféricure a

I€s piéces détachées sont alois soumises aux mesutes et aux vétifications mécaniques requises|par la spéci-

35

fication patticuliéte

Résumé

Lorsque cet essai est piescrit par une spécification pariticulidte, les détails suivants doivent &tre spécifiés:

a) Procédure du préconditionnement

b) Mesures et véiifications mécaniques a effectuer avant 1’épreuve

¢) Basse températuie applicable

d) Mesures et vérifications mécaniques a effectuer au cowts de I’épreuve

e) Mesuies et vérifications mécaniques a effectuer apieés I’épreuve

f) Toute déiogation a la durée de 1’épreuve et aux conditions d’exécution de la 1epiise
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RECOMMENDED BASIC CLIMATIC AND MECHANICAL ROBUSTNESS

TESTING PROCEDURE FOR COMPONENTS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT

1  Object

To detqimine that a component has not detetiorated by moie than a specified amount Aduringa peLio

stolage by o

2 [lest Ha:

No tes{ is included in this document for normal storage because of the dif

othet than at
a test may b

coveted in the televant specification

3 Test Hb:

31 Initial measurements

The

32 Conditioning

a) T
in|
n

b) TI

33 Recopery

a) T
cq

b T

34 Fina
The

TEST H: STORAGE

bservation of the effects of such storage

Normal temperature

Lificial ones, which would give 1eproducible 1esults  Attention is,
b necessaty in cettain countties for certain components In tf

|Low temperature

omponents shall be measuted and mes

hnieasirernenis

of

ipns,
duch

be

hbel

t in

eric

la1d

oniponents shall then be measured and mechanically checked as 1equited by the 1elevant specifica

ion

35 Summary

Where this test is included in the relevant specification, the following details shall be specified:

a) Pie-conditioning procedute

b) Measuiements and mechanical checks to be made p1iot to the test

¢) Low-tempetatute 1equirement
d) Measurements and mechanical checks to be made duiing the test

¢) Measutements and mechanical checks to be made at the end of the test

f) Any deviations fiom the dutation of test and procedure for recovery
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ESKJ: MOULD GROWTH
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES EI DE ROBUSTESSE MECANIQUE
RECOMMANDES POUR LES PIECES DETACHEES POUR MATERIEL ELECTRONIQUE

ESSAI J: MOISISSURES
1 Objet

Lotsque 'on désire effectuer des essais comparatifs sur la 1ésistance aux moisissures de piéces éprouvées
simultanément, 1’essai suivant pourrait étre appliqué

2 Eprenve

2l La chambre utilisée pour cet essai doit pouvoir maintenir en tous les poi
placées une température comprise entie 28°C et 30°C et une humidité rel,

ctachées sont
% et 1009
2P L’air contenu dans la chambre ne doit pas étre biassé

2B Les pieces détachées et des coupelles en verre ou en porcelaine contenant Iy i sont intro-
duites dans la chambie aprés avoir été aspergées avec une moisissures
contenant les cultuies suivantes:

Aspergillus niger
Aspergillus amstelodami
Paecilomyces varioti
Stachybotrys atia

1€

btion de la

moisissures
visibl

4 R

C
tropi¢a
essai,
cifiée|3

k conditions
ns pour cet
e celle spé-

ANNEXE

Préparation de la suspension aqueuse
pour Pessai aux moisissures

Préparation de la suspension agqueuse

Les spotes sont généralement fournies sur suppoit de gélose, dans des flacons de veite & bouchon vissé La
méthode décrite ci-dessous est recommandée pour la prépatation de la suspension aqueuse

On fabriquera un fil 4 ensemencer, en pliant, par exemple, un fil d’environ 0,7 mm de diamétre, & angle droit
sur 3 mm a une extrémité, autte extrémité étant montée sur un manche convenable

Un fil de nickel-chrome piésentera ’avantage de supporter le chauffage au rouge lois de la stérilisation

La stérilisation a pour seul but la bonne conservation des cultures La contamination de la suspension
aqueuse A la suite de manipulations normales n’a pas d’effet important
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RECOMMENDED BASIC CLIMATIC AND MECHANICAL ROBUSTNESS

LESTING PROCEDURE FOR COMPONENTS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT

TEST J: MOULD GROWTH
1 Object

Whete it is desired to make comparative tests of the mould growth resistance of items tested at the same time,

the following test should be applied

2 Conditionipg

21 The ¢hamber used for this test shall be capable of maintaining in any region where are
placefl, a tempetature between 28°C and 30°C and a relative humidity between 9573
22 The air in the chamber shall not be circulated
23 The ¢omponents and glass o1 porcelain dishes containing the nutritive s nto
the chambet after being inoculated by spraying with an aqueous suspe ihing
the following cultures:
Aspergillus niget
Aspei gillus amstelodami
Paecilomyces varioti
Stachybotiys atia
Thesq cultures should be not moie than 1
Note | — This period of 1 month can be extended agé at Jow temperatures
Note § — Non-toxic wetting agents may be added in ordento ale the wetting of the spores
24 A mdthod for preparation of the aque contiol specimen and details of |the
nutrifive solution are give 3
25 The g days
3 Final examination
The comppnents sha@n ber and inspected for evidence of mould growth visible
to the naked eye
4  Summary
The test i onts likely to be exposed to the most severe tiopical conditions [No
further 1equirpme \ 'the 1elevant component specification except for the evaluation of mduld
growth if oth¢ : eCl i\ Clause 3
APPENDIX

Victhod of preparation of the spore suspension

for mould growth test

Preparation of aqueous suspension

Spores are usually supplied on an agar medium in glass containers with sciew tops The following method

of prepating a spore suspension is recommended

Prepare a small scraper which may consist of a wire, approximately 0 7 mm diamete1, having about 3 mm

bent at right angles at one end and mounted in any suitable handle at the other

Nickel chrome wire has the advantage that it will withstand heating to redness for stetilization
Sterilization precautions are ditected only towards preservation of the cultutes Contamination of the aqueous

suspension due to ordinary handling is unimportant
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Le fil 4 ensemencer est chauffé au rouge dans la flamme d’un bec Bunsen, y compiis la partie du manche sus-
ceptible d’entrer en contact, en couts d’opération, avec le flacon contenant les spores, puis on le laisse refioidir

On transféie dans le pulvérisateur une quantité de spoies de chacune des cultuies a utiliser, suffisante pow
former sur le fil & ensemencer un amas distinctement visible Api¢s chaque transfert, le fil 3 ensemencer devra étre
stérilisé

Le col de chacun des flacons de cultute devia étie passé a la flamme, avant et ap1es la temise en place du bou-
chon de fagon a stériliser a la fois le col et le bouchon

On agitera énergiquement ’eau contenant les spores afin de les dissocier les unes des autres et de les disséminer
dans toute la masse du liquide ILa suspension sera utilisée le plus rapidement possible, et au plus tard dans les
24 heures

Conservation des cultures

Les cultures peuvent étie conservées pendant plusieurs mois si 1’on pirend les piécautions voulues La nécessité
de 14 stérilisation a déja été indiquée

Les flacons de cultute sont livrés avec leur bouchon a demi-vissé, et doivent 1e insi he les spores
regoivent de Pait et de 1’humidité; mais cette ouverture risque de laisser égaleme acanens, qui dévo-
reraipnt les spotes On pouria pater a ce risque en conservant les flacons dans ufie p i tes fermant
suffifamment bien, ol I’on aura disposé un produit écartant les insectes bhtaline, qui
détryirait également les spoies; mais avec un petit flacon de pétrole, muji ns le liquide
et dépassant le bouchon de 20 mm enviton, on obtiendra une évaporatj les acariens
a égart

Préppration des échantillons témoins

anc, traitées de la fagon suivante:

ou des auttes substances susceptibles d’emp
2 exemple, une petite marmite en gcier émaillé)
contgnant une solution d’extiait de malt d 3 ait de malt employé ne doit pas corftenir d’huile

de ppisson
On fera bouillir les b iqui ant 15 mirfutes, avant de les asperger avec la sfispension de
sporgs On préparera une f He § i 8 ¢ malt pour chaque lot de bandes, car des ébullitions répétées

détryiraient les propiiété

Solution nutritiv
On prépar )

2g
KZHPO4 1g
MgSO, TH,O 0,5¢g
KCl 05¢g
FeSO, 7H,0 0,01 g
Glucose 300g
Eau distillée 1 litre

La solufion dans des coupelles en verie ou en porcelaine, devrait étie placée dans la chanpbre avec les

piécTs détachées
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The scrape1 should be heated to 1edness in a bunsen flame together with so much of the handle as is likely
to come in contact with the spore container during use, and allowed to cool

As many spotes as will form a cleatly visible clump on the scraper should then be tiansferied to the flask
from each of the cultures to be used, the scraper being sterilized after each t1ansfer

The neck of each spore container should be passed through the flame before and after teplacing the cotton
plug to stetilize both neck and stoppe1

The water containing spores must be violently shaken to break up and distiibute the masses which have been
inttoduced  The suspension should be used as soon as possible and at the most within 24 hours

Preservation of cultures

The cultures may be preseived for some months if proper precautions ate taken The need fo1 sterilization
has aheady cermmentioned

The cultutes are supplied with the screw tops of the containers loose, and they mus
to provide aif and moisture for the spores; the gap, however, also admits mites which
way to prevent this is to keep the containers in a small cupboaid with 1easonably clos¢ fitti
an atmosphege deterzent to mites Naphthalene must not be used because it also ki
of tractor vagorizing oil p1ovided with a wick passing through the coik into the liguid R10J8cti mm
above the coj

Preparation ¢f control specimens

The conjtrol specimens shall consist of stiips of white calico treated &s ;

The str)ps shall be thoroughly washed and bofled, i ler tx aj or
other substarjces which might inhibit mould growth

They sHall then be placed in a convenient coveded conhtaihe 8 C ¢ ing
a 2 percent sqlution of malt extiact in water 2

The stifps shall be boiled in the

esh
solution of mialt extiact should be &

Nutritive solulion

The following nuts

2g
lg
05¢g
05g
eSO, 7H,0 001 g
Glucose 300g
Distilled water 1 litre

The solgtion, in-gla Rorcelain dishes, should be placed in the chamber with the components
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2 Mlesures initiales

partiduliére

3  Epreuve

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMAIIQUES E1 DE ROBUSTESSE MECANIQUE

RECOMMANDES POUR LES PILCES DETACHEES POUR MATERIEL ELECTRONIQUE

ESSAI M : BASSE PRESSION ATMOSPHERIQUE
Objet

Cet essai a pour but d’éprouver I’aptitude d’une piéce détachée a fonctionner dans des conditions de basse

pression atmosphéiique analogues & celles que ’on peut rencontrer a haute altitude

Les pieces détachées sont soumises aux mesures et aux vétifications mécani

3] Il doit pouvoir étte possible de maintenir dans la chambt

de + 5% :
Sévérité Pression A tltudge’?pl&ag\s\

1I
2 000 m
16
8 500 m
00 m
500 m

2200 m

Note I — Les allitudes1 i a 1 080 m sdont couvertes par les conditions normales de pression : 860

, en tous les points ot1 les pieces détachées sont placées, u
t B, ou la tempe1 ature des conditions atmosphériques norm

patNa dpécification

e tolérance

b 1 060 mbar

ityons les plus

ne des tem-
hles d’cssai,

3 i¢ tachegs sont ipfroduites dans la chambre; la pression et la températute sont ajustdes et main-
3 pécifices pendant la période 1equise par la spécification particuliéte
3 fication paiticuliere presciit que 1’essai de basse piession doit s’effectuer 3 baspe tempéra-

sont 1établies eu faisant pénétier dans la chambie de 'air sec & la températute du laboiatoite

3 45i spécifié, les pitces détachées sont mises en fonctionnement pendant 1’épreuve

abaiss¢ la température de la chambre avant de 1éduite la pression La piession et la empéiature

35 Alors qu’elles sont encote sous basse piession, les pieces détachées sont soumises aux mesuies
fications mécaniques requises par la spécification particuliére

4 Reprise

et aux véii-

Les pieces détachées sont alots soumises aux conditions atmosphériques noimales de 1eprise pendant une

pétiode qui ne sera pas inféiieute a | heuie, ni supérieuie a 2 heures

Lorsque I'essai de basse piession atmosphérique est effectué & basse températuie, les pidces détachées sont:

a) placées dans les conditions atmosphériques notmales de 1eptise pendant 1 3 2 heuies,
b) secoudes a la main pour les débatiasset des gouttelettes d’eau,

¢) placées de nouveau pendant 1 A 2 heures dans les conditions atmosphétiques normales de 1eprise
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RECOMMENDED BASIC CLIMAIIC AND MECHANICAL ROBUSINESS

[ESTING PROCEDURE FOR COMPONENTS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT

1 Object

To determine the suitability of a component to operate under conditions of low pressute such as would be
encounteied at high altitudes

2 Initial melisurements

The cox

3 Conditioni
31 Tt shd

32

33

34
35

TEST M: LOW AIR PRESSURL

Note
Note }

It shj
ratut
as ma

Wher
the cl
peraty

If 1eq

hponents shall be measuted and mechanically checked as 1equited by the relévant speciicati

ng

1l be possible to maintain the following piessuies in the chambe

amber v uced to the specified value before the piessute is reduced The ptessute and t¢m-

uited; the components shall be under load duting the conditioning

Sevetity Pressute Approxinéte {Hylde
N

6 000 m L

VI 533 mbar (
A" 600 mbhar 3
I 700 mb 200 m

11 20 mba
111 44 ar
v 85 mb
A" 300 mpat

ns

pe-
ng’

troduced into the chamber; the piessure and temperatuie shall be adjusted |to,
atythevspesified values for the period 1equited by the 1elevant specification

ification calls for low tempeiratute in addition to low piessute, the temperaturd of

While still at low piessure the components shall be measuted and mechanically checked as requited by the
1elevant specification

4 Recovery

The components shall then remain under standaid atmosphetic conditions for 1ecovely for not less than
1 hour not more than 2 houts

When the low air pressure test is cartied out at low temperatures the components shall:

@) remain undet standaid conditions fo1 1ecovery for not less than 1 hour nor more than 2 houis;
b) be shaken by hand to remove dioplets of water ;
¢) 1emain for a further 1 to 2 hours under standard conditions for recovery
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5 Mesures finales

Les piéces détachées sont alors soumises aux mesures et aux vérifications mécaniques requises par la spécifi-
cation particuliére

6 Résumé

Lorsque cet essai est prescrit par une spécification particuliére, les détails suivants doivent &tie spécifiés:
a) Mesures et vérifications mécaniques a effectuer avant ’épreuve

b) Degré de sévérité applicable

¢) Température requise

d) Durée de P’épreuve

e) Mesures et vérifications mécaniques a effectuer en cours d’épreuve et moment de leur exécution

[) Mesures et vérifications mécaniques 3 effectuer aprés I’épreuve
) Toute dérogation aux conditions d’exécution de la repiise

@%

S
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5 Final measurements

The components shall then be measured and mechanically checked as requirted by the relevant specification

6 Summary

Whete this test is included in the 1elevant specification, the following details shall be specified:

a) Preconditioning procedure

b) Measurements and mechanical checks to be made prio1 to the test

¢) The appiopriate severity

d) Loading duiing conditioning

e) Measutements and mechanical checks to be made during the conditioning and the time at which they
shall be made

) Measurements and mechanical checks to be made at the end of the test

£) Any deviations from the procedure for recovery

@%

24
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L’édition compléte de la Publication 68 comprend les
parties suivantes:

The complete Publication 68 consists of:

1re Partie : Généralités (Publication 68-1) Part 1 : General (Publication 68-1)
2¢ Partie : Essais (Publication 68-2) Part 2 : Tests (Publication 68-2)
Essai A : Froid Test A : Cold

B : Chaleur séche B : Diy heat

C : Chaleur humide, essai de longue durée C : Damp heat, long term

D : Chaleur humide, essai accéléré D : Damp heat, accelerated

E : Secousses et chocs E : Bumping and shock

F : Vibrations F : Vibiation

H : Stockage H : Storage

J . Moisissures J : Mould growth

K : Brouillaid salin K : Salt mist

L : Poussieres L

M : Basse pression atmosphéiique M

N : Variations de température N

Q : Etanchéité des passages Q :

R : Herméticité R :

S : Rayonnement solaire S

T : Soudure T

U : Robustesse des sorties

V : Contamination atmosphérique Atmospheric contamination

S
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE
RECOMMANDES POUR LES PIECES DETACHEES POUR MATERIEL ELECTRONIQUE

ESSAI N: VARIATIONS DE TEMPERATURE

1 Essai Na: Variations rapides de température

11

132

Objet

Cet essai a pou1 but de détermmer l aptltude d’ une plece detachee a subir des Vanatlons rapxdes de tem-
. adroporté ans—daud G s placés &

I’extérieur

Mesures initiales

Les pi¢ces détachées sont soumises aux mesures et aux vérifications mécaniques roqui bEcification
particuliére

13 Epreuve
131 La chambre utilisée pour cet essai doit pouvoir mainteni guelcor htures spé-
cifiées pow I’essai B Les piéces détachées sont intyeduites~dans 3 v pre est 4 la
température correspondant au degré de sévérité 34 s¢che et y sont maintenues

14

15

16

pendant 3 heures

132 Les piéces détachées sont retjrée 3 b e pouvant
maintenir 1'une quelconque dés temypé § éci r ¢ssai *ifftroduction
des piéces ’atmosphéie de la ddyxieme ck 8 & t au degié
de sévérité de I’essai de froid Le é 3¢ ¢ pendant
3 heutes

133 Le passage d’ung a 1’ay s Stee inférieur 3 i i i a|3 minutes

e nombre

Reprise
Alafin s e S¢ t soumises aux conditions atmosphériques normaleq de reprise
héiard .
) . e , . .
Y ,

pendant 1

ne période

dr la spéci-

Résumé

Lotsque cet essai est prescrit par une spécification particulidre, les détails suivants doivent trg spécifiés :

) Procédure de précomditionmement

b) Mesures et vérifications mécaniques 2 effectuer avant I’épreuve
¢) Degré de sévérité applicable

d) Nombre de cycles requis

€) Mesures et vérifications mécaniques 2 effectuer en cours d’épieuve et moment de leur exécution
f) Mesures et vérifications mécaniques a effectuer aprés 1’épreuve

g) Toute dérogation aux limites de température, aux durées de séjour dans chaque chambre et aux condi-
tions d’exécution de la reprise

2 Essai Nb: Variations graduelles de température
(A 1’étude)
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RECOMMENDED BASIC CLIMATIC AND MECHANICAL ROBUSTNESS

TESTING PROCEDURE FOR COMPONENTS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT

TEST N: CHANGE OF TEMPERATURE

1 Test Na: Rapid

11 Object

To detexmine the suitability of a component to withstand rapid changes of temperature such as would be

encounteted in airborne equipment and othet outdoor equipments

12 Initial|measurements

The components shall be measured and mechanically checked as required by the

13 Conditioning

131 The chamber used for this test shall be capable of maintainiig S temperajures speciffed
o1 Test B The components shall be introduced into i be :

specification

is

1t the temperature appropriate to the degree of severity o rs
1 3 2 The components shall then be removed is ¢ ntro yced into another capabple
f maintaining any of the temperatuxs specified h ¢ of intioduction the atnjo-

14 Recovery

At the
recovef
The c¢(
The cd
not m

15 Final 1

16 Summry

Where

gphere shall be at the temperatute apprepriate to
{here for 3 hows

1 33 The time of the change oxer shall be no lessm ¢
1 34 This procedure shall ¢ansti Thetotal \nup

in the relevant speg

of cold They shall 1em

ahd not more than 3 minutes

ber of cycles 1equited shall be piesciilf

all remain under standard atmospheric conditions
shan 2 hours

end of t' i
y for not 1¢ss

these tests are included in the relevant specification, the following details shall be specified:

hin

01

= TH 3 P
a) Pre COratiOngProceattc

b) Measurements and mechanical checks to be made prior to the test

¢) The
d) The

appropriate severity
number of cycles

€) Measutements and mechanical checks to be made duting the test and the time at which they shall be made
f) Measurements and mechanical checks to be made at the end of the test
&) Any deviations from the limits of temperature, duration of each exposuie and piocedure for 1ecovery

2 Test Nb: Gradual
(Under consideration )
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TE

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RECOMMENDED BASIC CLIMATIC AND MECHANICAL ROBUSTNESS
STING PROCEDURE FOR COMPONENTS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT

TEST N: CHANGE OF TEMPERATURE

1 Test Na: Rapid

11 Object

To deteimine the suitability of a component to withstand rapid changes of temperature such as would be

encouptered in aitborne equipment and other outdoor equipments

12 Initial
The c(

1 3 Condifjoning

131 The chamber used for this test shall be capable of maintaining any Sdemperapuies specif
for Test B The components shall be introduced into 2 < the éie of which
4t the tempet ature appropriate to the degree of severity of dry, i thele for 3 hoy

1 32 The components shall then be removed is € be {ntrodyced into another capa

f maintaining any of the temperatur esifie 3¢ of inttoduction the atn
Khere shall be at the temperatuie appropriate . ity of cold They shall remj
cte for 3 hours

1337 d not more than 3 minutes

1347 ber of cycles required shall be piesctiy

14 Recov
At thg
The cd

The c(
nor m

15 Final 1

16 Summ
Wherg

ih the relevant speqi

ry
end of t' i
1ecovety for not le

measurements

mponents shall be measuted and mechanically checked as required by the\ielekant specification

hall remain under standard atmospheric conditions
phan 2 houis
ove droplets of water

preqsurements

dnponents shatkbe measured and mechanically checked as required by the relevant specification

iry
these tests are included in the relevant specification, the following details shall be specified:

ble
0 -
hin

{o}}

ur

a) Pr

comditionimg procedure

b) Measutements and mechanical checks to be made prior to the test
¢) The appropriate severity

d) The number of cycles

¢) Measurements and mechanical checks to be made duiing the test and the time at which they shall be made
/) Measurements and mechanical checks to be made at the end of the test
£) Any deviations fiom the limits of temperature, duration of each exposuie and proceduie for 1ecovery

2 Test Nb: Gradual

(Under ¢

onsideration )
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Essais fondamentaux climatiques
et de robustesse mécanique
recommandés pour les piéces detachées
pour matériel électronique
ESSAI Q: ETANCHEITE DES

~

PASSAGES

Cette paitie doit &tre utilisée conjointeme p ould be read in conjunction w
avelc la 1¢r¢ Partie: Géngralités, Part 1: General,
Publication 6 Publication 68-1
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES ET ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE
RECOMMANDES POUR LES PIECES DETACHEES POUR MATERIEL ELECTRONIQUE

ESSAI Q: ETANCHEITE DES PASSAGES

1 Objet

2 T)Ipes de passages étanches

3 Agppareillage d’essai

4  Mpsures initiales

partiquliére

5 Epreuve

5

Cet essai a pour but de déterminer 1’étanchéité a I’air des dispositifs de passage étanches des picces détachées

Les piéces détachées sont soumises aux

Epreuve normale

511 La :Issi
Pass!ge

imis 4 une
s étanches

étanchéité

Un appareillage convenant a cet essai est décrit en anng e i é oins, pas pout dgs piessions
supérieures & 11 N/cm?

s“mécaniques requises pai la spécification

lue passage,
nt:

uise par la

p \Epfeuve renforcée (applicable aux passages du type B seulement )

Les piéces détachées sont soumises successivement aux épreuves partielles indiquées ci-aprés

521 Fonctionnement a haute température

Les pitces détachées sont reliées mécaniquement a un dispositif de commande constiuit de telle sorte

qu’elles ne soient pas génées dans leuts mouvements ni forcées sur leurs butées

Elles sont soumises, & la température maximale de lem catégotie, & 10 000 manceuvres a une cadence

qui ne doit pas &tre inféiieute & 5 manceuvres par minute

Les piéces détachées sont ensuite placées dans les conditions atmosphériques normales de reprise
jusqu’a ce que leur stabilité thermique soit atteinte Elles sont alors soumises & I’épieuve spécifice

a Particle 51
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RECOMMENDED BASIC CLIMATIC AND MECHANICAL ROBUSTNESS

TESTING PROCEDURE FOR COMPONENTS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT

1 Object

TEST Q: SEALING

To determine the air-tightness of sealing featuies of components

2 Types of

Type Al: Static seals, e g mounting bushes having seals under permanent co

Type Bl Opetational seals, ¢ g spindle and switch-lever seals

3 Test appakratus

Suitabl
11 N/em?

4 Initial me;

The components shall be measuied and mechanitg heck

5 Conditior;lng

51 Nor
511

52 Exte

521

beal

gaskets; seals of connectors and adaptors may also be consideted to bé

hsurements

al (all seals)

An air pres i
acioss a
Type A: 1046

The ratéof’leakage shall be measured

ded (Type B only)

bber

apparatus for this test is desciibed in the Appendix b g bsuitab Diessuies greater than

isly

ired

The components shall be submitted to successive tests as follows:

Operation at high temperature

The components shall be connected to a diiving mechanism, so artanged that the components are
restricted in their action, nor forced against their stops

not

They shall then be subjected, at their maximum category temperature, to 10 000 cycles of operation

at a 1ate of not less than 5 cycles per minute

The components shall be placed under standard atmospheric conditions for tecovery until thermal

stability is reached
The components shall be subjected to the requirement of Clause 5 1
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522

523

Séjour & haute température

Les pitces détachées sont soumises, pendant 11 jours, aux conditions de 1’épreuve de ’essai B (cha-
lem1 séche) a la haute températute cotrespondant a leur degré de sévéiité Pendant que les picces
sont encole & haute températute, A la fin du 2¢™e et du 11eme jowr les pieces sont soumises a I’épreuve
spécifiée a 1'article 5 1

A la fin du séjour, les pieces sont retirées de la chambie puis placées dans les conditions atmosphéti-
ques noitmales de 1eptise jusqu’a ce que leur stabilité thermique soit atteinte

Séjour a basse températuie
Les pitces détachées sont soumises, pendant 24 heuies, aux conditions de I’épieuve de 1’essai A
(fioid) a la basse température correspondant a leur degré de sévérité

Pendant que les piéces sont encore & basse température, a la fin de la période requise, les pitces sont
soumises a I’épreuve spécifiée a Particle 5 1

6 R

1 P

sur lg

ce qu

prescli
L’appareillagi
ot ’extrémité peut &tre hermétiquement bouchée par un 1obinet L’entonnoir est immergé dafs le liquide

tube

524

525

Esumé

Reprise

A la fin de la période 1equise, les piéces sont 1etirées de la chambye B conditions

atmosphériques notmales de reprise jusqu’a ce que leur stabilité

Mesuies finales

cle 51 dans
uies et aux

Les pieces détachées sont manceuviées a la main et so
la direction 1equise par la spécification patticuliére

Ispécifiés:

t 4 la durée

1°un ajutage

sai, jusqu’a

t indiqué schématiquement dans la figure 2 Un entonnoit transparent est mugi d’un long

avec

¢ robinet ouvert Le liquide monte alors dans Te tube et Toisque ce detnier est templi, le 10binet est fetmé Le

tube étant maintenu dans une position verticale, I’ouverture de ’entonnoit est placée sur la pice détachée en essai
de fagon que le flot de bulles d’ait puisse &tie collecté Le collecteur ou PPentonnoir transparent permet de faire cette
opération 1apidement Les bulles d’air montent le long du tube de ’entonnoir et se 1assemblent au sommet du
tube, provoquant ainsi une dépiession de la colonne de liquide La vitesse de dépression du ménisque de liquide
constitue une mesuie du taux de fuite et peut &tre mesuiée au moyen d’une échelle graduée et d’un dispositif de
mesute du temps; la fuite d’air s’exprime en volume pat unité de temps

L’appaieillage peut fonctionner dans une grande gamme de température & condition de choisir des liquides
convenables ayant a basse température une faible viscosité et 1estant stables & haute tempéiature jusqu’au point
d’ébullition La stabilité signifie ici qu’il n’y a pas de production de gaz (ou d’autres mouvements pouvant masquer
le dégagement des bulles d’air) et peu de volatilité L’alcool est un liquide convenant aux essais & basse températuie
et la paraffine est un liquide convenant aux essais 4 haute température
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522 Exposuie to high temperature

The components shall then be subjected to the appropriate severity of the dry heat conditions specified
for Test B for a period of 11 days While still at the high temperatute at the end of the 2nd and 11th
days the components shall be submitted to the requitements of Clause 5 1

The components shall be 1emoved from the chamber and shall 1emain under standaird atmosphetic
conditions for recovery until thetmal stability is 1eached

523 Exposure to low temperature

The components shall be subjected to the appropiiate severity of the cold conditions specified for
Test A for a period of 24 hours

While still at the low tempetatuie the components shall be submitted to the requirements of Clause 5 1

524 Recovery
The components shall be temoved ftom the chamber and shall r:emain unde heric
conditions for tecovery until thermal stability is 1eached
5 2 5| Final measurement
The components shall be operated by hand; the leakage being 51
in the direction called for in the relevant specification, and shal cked
as requited by the 1elevant specification
6 Summary]
Where|this test is included in the relevant sp
a) Maximum leakage for all measmements
b) Megsuiements and mechanical checks to be
¢) Any ests
1 Principle
The c¢o inlet
nozzle, air lihea
Air is the St is
teached TH ofged in a liquid at the specified test temperature  If the test component Igaks,
a stream of 3it bubbles will be\observed escaping fiom it
The apparatus’is showndiagiammatically in Figure2 A transparent funnel is fitted with a long tube the end of
which can bp‘s€aled by a tap The funnel is submeiged in the liquid with the tap open Liquid is then djawn

up the tube until it 1s 1illed and the tap is then closed The tube 1s held in a veltical position and the mouth of the
funnel moved over the test component so that the stieam of ait bubbles can be collected The transparent funnel
or collector enables this to be done quickly The air bubbles rise and travel up the neck of the funnel into the tube
and collect at the top causing a depression of the liquid column The rate of depiession of the liquid meniscus is a
measure of the leakage 1ate and can be measured by means of a calibrated scale and a timing mechanism, the air
leakage rate being expiessed in the form of cubic capacity pet unit time

The apparatus will operate over a wide temperature range providing suitable liquids aie chosen which at low
temperature have a low viscosity and at high temperatute 1emain stable almost to boiling point Stability here
means the non-escape of gases (or other movement which would mask the escape of air bubbles) and a low volatil-
ity Alcohol is a suitable liquid fot the low temperature tests ot paiaffin foi the high temperature tests


https://iecnorm.com/api/?name=784a6baa1d131ae45e6e204872282681

2 Fonctionnement

Le liquide contenu dans le récipient est d’abord porté a la températute requise pour 1’essai puis brassé de
fagon que cette tempéiature se maintienne uniformément pendant toute la durée de 1’essai

L’air de la chambte d’essai est comprimé A la pression requise pat les conditions d’essai La chambre d’essai
est ensuite soigneusement immergée dans le liquide et I’existence d’une fuite quelconque est immédiatement décelée
par un tiain de bulles d’air apparaissant a la surface du liguide On attend un temps suffisant pour que la piéce
détachée atteigne une température stable

L’entonnoi1 est ensuite placé dans le liquide, son ouverture étant immergée; une partie du liquide monte dans
le tube par succion a travets la flasque

L’extrémité de V’entonnoir est déplacée au-dessus du flot de bulles d’air de fagon que ces deiniéres soient
collectées et montent au sommet du tube Il faut prendre soin de maintenir le tube vertical et la profondeur
d’immersion de I’ouverture de I’entonnoir & la méme valeur que celle qui était obtenue lors de I’étalonnage

Le tube du collectem est etalonne en centimétres cubes et toute fuite peut étre calculée en mesurant la dépres-
e i d exptimé en

centiméties cubes par heure

3 Etfalonnage et précision

Le collecteur peut &tre étalonné en faisant pénétrer dans le tube une t en le bou-
chanf On utilise ensuite une seringue hypodermique servant de pompe % onnus sont
injects, pa1 étapes, & travers le liquide dans I’ouverture de I’entonnoi AQUBE i iquide déplacé
est mprqué sut le tube ou sur son échelle jusqu’a obtenir une graduati nt I’étalon-
nage [I’ouverture de I’entonnoir est immergée a4 une profondgdt consta \ i *étalonnage
peut $e produire par suite de la variation de pression dans 1 pnque de la
hautqur de liquide
La fuite d’air peut étre mesuiée A n’imaporte q RINIC jon 3 iti totalité du
tube fle 1’échelle graduée soit maintenue 3 ; ht exprimés
a la températuie et a la pression du laboratoire, c&\quinpeut &t1efacilement fai i *ai sommet du
tube atteint tapidement la tempéiature du labo

La précision globale de la mesure d esures d’un

certain nombre de facteurs dont les princip

ix de fuite,
et cet mme Cons-
tituar L (e) seront

norm
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2 Operation

The liquid in the container is first brought to the required temperature of the test and then constantly stirred
in order to maintain a uniform temperature in the liquid during the period of the test

The air in the test chamber is compressed to the requisite pressure which the test condition demands The
test chamber is then catefully immersed in the liquid and the position of any leak is immediately disclosed by a train
of air bubbles rising to the surface A suitable time interval must be allowed for the component to attain temperature
stability

The funnel of the collector is placed in the liquid with its mouth submerged and some of the liquid is drawn
up the tube, by suction through a flask

The funnel end is then moved over the stream(s) of air bubbles so that they are all collected and rise up the neck
into the tube Care must be taken to keep the collector tube vertical and also to maintain the depth of immersion
of the mouth of the funnel at the same constant figure as is used for calibiation purposes

The tube of the collector is calibiated in cubic centimetres and any leakage rate can be calculated by mea-

suring the defression of the Hquid chiscus during @ known imterval of time The result can by 1ead expresked
in cubic centifnetres per hour

3 Calibratior} and accuracy

The collgctor can be calibrated by drawing up a quantity of liquid into the tube i mic
syringe is ther] used as an air pump and known volumes of alr ate injected, in steps, throw he lipoid A the

complete scalg is obtained During calibration the mouth of the funnel must de
sion, othetwise a small calibration erto1 may occur, due to a change A
variations in the head of liquid

The air-
is maintained
sure and this

A ale
troom temperature and pjes-
ly attains toom temperatfiie

The ove]
a number of factors, the chief being:

of

a) the ajir pressure
b) the :[ability of the air ;
¢) the v
d) the t
e) the hy

The errd
this percentagg
to be the over
small comparg

P pressure (a) are directly proportional to the leakage 1ate 4nd
oduced by the measurement of temperature (f), can be assumed
ince the errors introduced by (b), (c), (d) and (e) will normally be very

—
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Axe de rotation

Scellement de I'axe Panneau de montage
Joint de panneau Joint de la chambre d'essai
F&‘R
[ £ 1 [ Ajutage d'arrivée

__._t *EU _____ % ﬁ/ d'air scellé

b en verre

Collecteur

Tuyau d'arrivée d'air vers
la pompe et le manométre

LA %//

/

Récipient Pidce détachée étanche ou
scellement a 'essai

Fig 2 (Essai Q) — Schéma du dispositif pour 1’essai d’étanchéité des passages
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Rotary spindl|

Spindle seals

e

Mounting plate

Panel seal Test chamber seal
)] [a'm

f Air inlet nozzle
! -] _gj____ ﬁ/ sealed to case
[
]
|
|
| ==
LoD §

AN

Fig 1 (Test Q) —

Air supply line and/

control valve

Chamber for sea

The collector

<

gauge and pump

Air line to pressure

Z 227

/

Container

Sealed component or sealing
component under test

Fig 2 (Test Q) — Diagram of apparatus for sealing test
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